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O método de Rictveld de refinamento de estruturas cristalinas por di-
fra¢iio de raios-X (DRX) é apresentado, tendo como objetive mostrar
a sua grande potencialidade no estudo de novos materiais ceramicos.
Este método foi proposto por Rietveld em 1969 no estudo de Oxidos de
urdnio por difracdo de neutrons, sendo que hoje em dia é aplicado
também com DRX. O método consiste basicamente em refinar-se pelo
meétodo de minimos quadrados os pardmetros estruturais, de tal ma-
neira que o pertil de difragio calculado aproxime-se tanto quanto pos-
sivel do observado. Dessa forma, pode-se obler simultaneamente e
com precisdo os paramelros de rede, posigoes atomicas, estequiome-
tria, e no caso de haver mistura de fases, a analise quantitativa da
amostra. Os testes realizados no DFCM/IFQSC/USP com amostras
preparadas de misturas de fases confirmam a sua aplicabilidade. Sua
aplicac@o no estudo de cerdmicas de Pb,Ti, _, O3, na regido de coe-
xisténcia de fases, para x = 0,50 forneceu 78% de fase tetragonal e
22% de romboédrica. A analise de estequiometria de uma amostra por
co-precipitagio resultou x = 0,27 quando o desejado era 0,53, forne-
cendo assim um grande subsidio para o refinamento desta técnica de
preparacio.
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